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透過型電子顕微鏡(TEM)による
スチレン系樹脂(HIPS,ABS)中の微小分散ゴムの観察

耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)とアクリロニトリロ・ブタジエン・スチレン(ABS)樹脂中の
微小分散ゴムドメイン(ブタジエンゴム)のサラミ構造を観察しました。両者のサラミ構造の
違いが明確に分かります。
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▼関連資料 ・透過型電子顕微鏡(TEM)画像の定量化(画像解析)
・透過型電子顕微鏡(TEM)によるブロックポリプロピレンの分散構造
・透過型電子顕微鏡(TEM)による耐衝撃性樹脂材料観察事例

https://www.rhombic.co.jp/technicaldata/temcnf-7
https://www.rhombic.co.jp/technicaldata/temcnf-5
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